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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les

qL O [ gque sy P cpd oFs! aec Ot S U U1GC OUu N0

rdprésentés tous les Comités nationaux s'intéressant
ejpriment dans la plus grande mesure possible un acgdrd inte
syr les sujets examinés.

2) Cds décisions constituent des recommandations unterrﬂ\io
agréées comme telles par les Comités nationalix,

3) Dg
vq
le
ngtionales le permettent.
CE
étlre indiquée en termes claikr

La prdsente norme a
Conderjsateurs et

Rapports de vote

40(BC)621 40o(BC)6T0
40(BC)598 40(BC)b46
40(BC)599 40(BC) 64T

Pour de pXus
mentiqnnés dans

e tableau ci-dessus.

ipns,
ipnal

sont

rime le
Lionales
hditions
h de la
bossible,

| )
ol
.

les renseignements, consulter les rapports de vote correspondants

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des

composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,

preparg
having
possibl
with.

2) They hs
acceptdq

3) In orde
wish th
recommg
will pHg
corresy
indicaf

This stand
Capacitors

The text ¢

Further inf

d by Technical CommittTees on which all th
a special interest therein are represented, express

e, an international consensus of opinion on the sy

ondlng national rules sho
ed in the latter.

férmation can be found in the relevant Reports on Voting indica

AlRncra

as\possible, be

X

O

130(co)621

40(C0)598
40(C0)599

40(C0)670
40(C0O)646
49(CO)64T

n the following documents:

Sik\&éi&EE)>Rule Reports on Voting

clearly

40:

re

ted in

the table

OOV TT

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).
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RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
HUITIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
RESISTANCES FIXES CHIPSES

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

<ohipses destinées aux

Cette TIorme estappricabie aux résistancesfixe
equipements electroniques.

Ob jet

érentielles des

L'objet de cette norme est de prescriré les gﬂ.

caractéristiques, de choisir, dans bligdfio 1 de la

CEI (1982), les procédures d'assuranee della\gualijé et 1}3 méthodes
: i générales

’ . ~ o
ieur a celui

’ . . .
i specifica-
rieur n'étant

pas pernis.

Documents de référe

Public#(ggh%\a£ la CEXg

i ion £32 Séries de valeurs normales pour résistances et
t condensateurs.
Modification n® 1 (1967)
Modification n® 2 (1977)

Essais fondamentaux climatiques et |de robus-
tesse mécanique.

on 115-1: Résistances fixes utilisées dans l¢s équipe-
ments électroniques. Premiére partie: Spé-
cification générique.
Modification n® 2 (1987)

VA WaXoYal

Mooada D PR o A AY
fUOUL1 1CavliUull 11 D \ tJUZF)

Publication 410: Plans et régles d'échantillonnage pour les
(1973) contrdles par attributs.

Publication QC 001001: Régles fondamentales du Systéme CEI d'assu-
(1986) rance de la qualité des composants électro-
niques (IECQ).

Publication QC 001002: Régles de procédure du Systéme CEI d'assu-
(1986) rance de la qualité des composants électro-
niques (IECQ).

Note. -Les références ci-dessus s'appliquent aux éditions courantes
sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laquelle 1'édition
indiquée dans les articles des essais applicables dans la
spécification générique doit &tre utilisée.
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FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 8: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED CHIP RESISTORS

SECTION ONE - GENERAL

1. General

1.1 Scope

electronic equipment.

1.2 Object
The object of this standard is to prescrihe p € ati - gnd
characteristics and to select from If ~ ,
the appropriate Quality Assessment proge S C 3 ing
methods and to give general perf a ype

Test severities and requiremeh i itions
referring to this sectio o i higher-
performance level, becausg 5 mitted.

1.3 Related documents

IEC Publication$

Publiégt;%

Preferred Number Series for Resistors and
pacitors.

Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

Basic Environmental Testing Procedures

Fixed Resistors for Use in Electronic
Equipment. Part 1: Generic Specificatig¢n.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)

Publication #410: Sampling Plans and Procedures for Inspec-
(1973) tion by Attributes.

Publication QC 001001: Basic Rules of the IEC Quality Assessment
(1986) System for Electronic Components. (IECQ).

Publication QC 001002: Rules of Procedure of the IEC Quality Assess-
(1986) System for Electronic Components. (IECQ).

Note. -The above references apply to the current editions except for
IEC Publication 68, for which the referenced edition in the
applicable test clauses of the generic specification shall be
used.
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1.4 Informations & donner dans une spécification particuliere

Les spécifications particuliéres dérivent de la spécification particu-
liére-cadre applicable. .

Les spécifications particuliéres ne doivent pas prescrire d'exigences
inférieures & celles de la spécification générique, intermédiaire ou
particuliére-cadre. Lorsqu'elles contiennent des exigences plus sévéres
celles-ci doivent étre indiquées au paragraphe 1.8 de la spécification
particulidre et repérées dans les programmes d'essai, par exemple par
un astérisque.

Note. -Les informations données aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 peuvent,
par nnmmndifﬁl étre préqpntées sous forme X.

Les informations suivantes doivent étre donnée spécifica-
tion particuliére et les valeurs fixées doivent pe etre

choisies parmi celles données dans l'article\s i présente
spécification intermédiaire.

1.4.1 Dessin d'encombrement et dimensions

tinée a
t résis-
tances chipses.

Les dimensions et 1 | tinter-
beifica-
1ce étre
les sont
en milli-

pbes cylin-
brsque la
i pation, les

bssus, la
bnsionnelles

[a specification particuliere doit donner des inrormations sur les
méthodes de montage 3 employer pour l'utilisation normale. La méthode
de montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étre
conforme au paragraphe 4.31 de la Publication 115-1 de la CEI,
Modification No. 3.

1.4.3 Modéle (Publication 115-1 de la CEI, paragraphe 2.2.3)

Les modéles suivants sont préférentiels:

a) Modéle RC (résistances chipses cylindriques)

Code Longueur L (mm) Diamétre extérieur D (mm)
RC 6123 5,9 £ 0,2 2,3 max.
RC 3715 3,5 % 0, 1,5 max.
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Information to be given in a detail specification

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail

specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those
of the generic, sectional specification or blank detail specification.
When more severe requirements are included, they shall be listed in

Sub-clause 1.8 of the detail specification and indicated in the
schedules, for example by an asterisk.

Note. -The information given in the Sub-clauses 1.4.1 and 1.4.3

test

may,

igation
iven in
N easy
ith others.
ect interchange-
. All
imensions shall preferak iginal
in mm
hall be added
ormally the n th and
eight of the sody or, fo { When
ecessary, one
issipation d
Loleran
en the co Pher than described above, the detail spe-
dimensional information as will adequately
]
1\spegification shall give guidance on methods of mounfing
e. Mounting for test and measurement purposes (whern re-
1u1red) sha be in accordance with Sub-clause 4.31 of IEC Publication
15«1, Amendment No. 3.
Style (IEC Publication 115-1, Sub-clause 2.2.3)
The following styles are preferred:
a) Style RC (ecylindrical chip resistors)
Code Length L (mm) Outside diameters D (mm)
RC 6123 5.9 £ 0.2 2.3 max.
RC 3715 3.5 % 1.5 max.
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b) Modéle RR (résistances chipses rectangulaires)

115-8 © CEI

Code Longueur L (mm) Largeur W (mm) Epaisseur T (mm)

RR 0805 2,0 £ 0,3 1,25 % 0,2 0,6 £ 0,1 mm

RR 1005 2,5 £ 0,3 1,25 £ 0,2 0,6 £ 0,1 mm

RR 1206 3,2 £ 0,4 1,6 % 0,2 0,6 £ 0,1 mm

RR 1605 4,0 £ 0,L 1,25 + 0,2 0,6 + 0,1 mm
Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non)

criptions suivantes:

Gamme de résistance nominale

Voir paragraphe 2.2.1. Les valeurs préférfentie
séries E de la Publication 63 de la C

étre appliqué, la résistance chipse doi
de la résistance nominale et le plus

doivent eétre conformes aux

AUX pres-

les des

dcifjcation
ple

est

r le corps.
porter

ossible des
générique,

be . Les
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1.4.4

T.4.4.01

1.4.5

1] —

b) Style RR (rectangular chip resistors)

Code

RR 0805
RR 1005
RR 1206
RR 1605

Length L (mm) Width W (mm) Thickness T (mm)
2.0 £ 0.3 1.25 = 0.2 0.6 £ 0.1 mm
2.5 = 0.3 1.25 £ 0.2 0.6 £ 0.1 mm
3.2 = 0.4 1.6 £ 0.2 0.6 £ 0.1 mm
4.0 £ 0.4 1.25 £ 0.2 0.6 £ 0.1 mm

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the rele-

Rated resistance range

See Sub-clause 2.2.1. The preferred values are those\of(the\E-
of IEC Publication 63.

The detail specification shall
the chip resistor and o thck 2

shall be clearly marked with

JEC Publication 115-1.

Reries

diffe-

n the

ing on

rked on the body. If some marking

the

of the remaining items in Sub-clause 2.4

above
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES ET SEVERITES PREFERENTIELLES

Caractéristiques et sévérités préférentielles

Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent

de préférence étre choisies parmi les suivantes:

Catégories climatiques préférentielles

Les résistances chipses couvertes par cette spécification sont clas-

sées en catégories climatiques conformement aux régle enerales de
la Publication 68-1 de la CEI.
Les températures minimale et maximale de cat e de
1'essai continu de chaleur humide doivent € )i les .
valeurs suivantes:
Température minimale de catégorie: .
Température maximale de catégorip:
Durée de l'essai continu jours.
Les sévérités pour leg e ont
respectivement les ten Igorie.
Pour certaified résSistances s tempé-
S elles
ualité,
tempéra-
empérature
référentielles de variation de résistance pour|l'essai
ésistance/température sont données dans le|tableau I.
du tableau donne le coefficient de température|préféren-
4 3 . ’ . ’ N
thel’ et\la caractéristique résistance/température correspondant a
a 70 °C ainsi que les limites correspondantes|de varia-
tion de résistance pour la mesure des caractéristiques résigtance/
Smp = 3 .8) sur la

base des plages des températures de catégorie indiquées au paragraphe

2.1.1 de la présente spécification intermédiaire.
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SECTION TWO - PREFERRED RATINGS, CHARACTERISTICS AND TEST SEVERITIES

2. Preferred ratings, characteristics and test severities

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selec-
ted from the following:

2.1.1 Preferred climatic categories

The chip resistors covered by fhié specification are cglasgified into
climatic categories according to the general rules gji
Publication 68-1.

The lower and upper category temperature and t 1 damp

Jpper category temperature: C.

Duration of the damp heat ays.

The severities for the co upper
rategory temperatures respecti of
some chip resistors these( te byre i the
preferred temperatures gi ) ent
Lhe nearest préferre 1 i range
Df the resispor i

2.1.2 Temperajpire [;:??:bi ts\and temperature characteristics of resistance

it \\bé;}ge in resistance for the temperaturq cha-

ble gives the preferred temperature coefficidnt and

ature characteristic for 20 °C to 70 °C and |limits

in resistance for the measurement of the temperature dharac-

sistance (see IEC Publication 115-1, Sub-clause 4.8) on
category temperature ranges of Sub-clause 2.1.1 of |this

seetional>specification.
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TABLEAU I
Caractéris- Caractéristique résistance/température
Coefficient tique (limites, en pourcentage, de la variation de résistance)
de résistance/
température|température
20/70 °C
Température de Température de référence/
référence/température | température maximale de catégorie
minimale de catégorie
‘ e
10-6/%¢C % +20/-55]+20/-40|+20/-25 +20/+85<Kg%i§<§i:hﬁ¥z;925 +20/+155
RN N
-150/ -0,75/ +1,13/ {+0,9/ +0,68/ / -1,5%/ -2,03/
~1500 -7,5 +11,3 > - -15,7  |-20,3
500 12,5 *+3,75 7;3 25 * 5,25 16,75
+250 1,25 +1,88 14222 *2 2,62 +3,38
+100 0,5 0,75 gt0,65 =0,8 +1,05 *1,35
50 £0,25 0,3 £0,325 |0,4 +0,526 |%0,675
£25 £0,12 o,18£§ 0,162 |0,2 £0,26p |%0,338
+15 @75 +0), 1 ::i)>, +0,068 |%0,098 |x0,12 £0,158 |%0,203
10 t},@&@ {06 |+0,045 |+0,065 |+0,08 |+0,10p |%0,135
l\n'e pas nécessaire de mesurer entre 20 °C et 70| °C les
&sistances ayant une température maximale de catégofie de +85 °C.
-3i des mesures sont exigées a des températures supplfmentaires,
cela doit &tre spécifié dans la spécification particplieére.
2.1.3 Limites des variations de résistances
Pour chaque classe de stabilité, les limites préférentielles applicables

a la variation de résistance, aprés chacun des essais mentionnés en téte
du tableau II, sont celles indiquées a chaque ligne de ce tableau.

Note. -Les numéros de paragraphe en haut du tableau II font
la Publication 115-1 de la CEI.

’ ’ ~
reference a
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TABLE I

Temperature characteristic of resistance
(limits of percentage change in resistance)

Temp. Temp. char.
coeff. 20/70 °C
Reference temp./lower - Reference temp./upper cat. temp.
cat. temp.
10-6/°F % +20/-55|+20/-40|+20/-25|+20/+85 25{+20/+155
-150/ -0.75/ |+1.13/ |+0.9/ |+0.68/ [+0.98 x -2.03/
-1500 -7.5 +11.3 |49 +6.8 9.8 -20.3
+500 2.5 £3.75 %3 2.2 \25\ 16.75
£250 | 1@3 +3.38
+100 . . .65 +1.35
+50 Po.3’25 0.4 £0.529 |0.675
+25 +0.162 0.2 +0.264 +0.338
15 +0.098 +0.12 +0. 158 +0.203
+10 +0.065 +0.08 +0.105 +0.135
having an upper category temperature of +84 °C need
asured between 20 °C and 70 °C.
measurements are required at additional temperaturjes, these
all be specified in the detail specification.
2.1.3

Limits for change in resistance

For each stability class the preferred limits for change in resistance
for each of the tests listed in the heading of Table II are as indicated.

Note. -The clause numbers in the heading of Table II refer to
IEC Publication 115-1.
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TABLEAU IT
ESSAIS DE LONGUE DUREE ESSAIS DE COURTE DUREE
Classe de| 4.23 Séquence climatique 4.13  Surcharge
stabilite| y 24 Essai continu de chaleur 4,18 Résistance a la chaleur de
en % humide soudage
4,25.1 Endurance a 70 °C 4.19  Variations rapides de
température
4.25.3 Endurance a la température | 4.32  Adhérence
maximale de catégorie
435 Ropastesse des extrémités
(y€?81;§§és?
(BN
: £(58  +0,1%) 0,05 )
3 (3% +0,10) 00bs)
2 (2% +0,15L) ,0pL)
1 (1% +0,051) +0,0pq.)
0,5 +(0,5% +0,05.) +0,0f1Q)
0,25 +(0,25% +0,05 L) +0,00 )
0,1 +(0,1% +0 01,&1) +(o 02% +0,001.Q2)
\/
2.2 Valeurs preferent;;;}é;\5:2>b2:2h$er1sthues assignées
2.2J1 Re31stan9€\pom;ﬁal§
Voir tlo 15= la/CEI, paragraphe 2.2.7.
2.242 la esistance nomlnale
&§(> p érentielles sur la résistance nominale| sont:
¥2%, 197 +0,5%, +0,25% et £0,1%.
2. minale (en position montée)
Ps\ﬁgéférentielles de la dissipation nominale a [0 °C sont:
063 W, 0,1 W, 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 1 W et 2 W.
4 spécification particuliere doit spécifier les conditiops selon les-
s la dissipation nominale est applicable.
Les valeurs reduites de la dissipation auxX temperatures supérieures

a4 70 °C doivent &tre comme indiquées par la courbe suivante:

A

100

Pourcentage

de la dissipation Zone de fonctionnement

recommandé

PE e T T

0

-
o

Température ma

Température minimale
de catégorie

de catégorie

ximale

120078
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TABLE II
LONG-TERM TESTS SHORT-TERM TESTS
Stability| 4.23 Climatic sequence 4,13 Overload
?1333 4,24  Damp heat, steady state 4,18 Resistance to soldering
in % heat
4.25.1 Endurance at 70 °C 4.19  Rapid change of tempe-
rature
4.25.3 Endurance at upper category| 4.32 Adhesion
temperature
4§33 Bord rengtit off the end
fag?Aziatin
[ERN
5 (5% +0.18 ) }&hﬁ
3 (3% +0.190 )
2 +(2% +0.18% )
1 (1% +0.05%8)
0.5 +(0.5 +0.059)
0.25 £(0.25% +0.0551)
0.1 +(0.1% +0.015.) //£T§> (\\ (0.02% +0.018)
2.2 Preferred values of r;;;ﬁés
2.2.1 Rated resistafce <::i>
See IEC Publication - b-glause 2.2.7.
2.2.2 Tolerances on rafed resistange
\\/> \\hé;>bn rated resistance are:
, 5%, £0.25% and *0.1%.
2.2.3 the mounted state)
\bggies of rated dissipation, at 70 °C, are:
063y W, 0.1 W, 0.125 W, 0.25 W, 0.5 W, 1 W and 2 W.
specification shall specify the conditions under which the
sipation applies.

The derated values of dissipation at

temperatures in excess of 70 °C

shall be as indicated by the following curve:

A

100

Area of recommendéd
operation

Percentage of the
rated dissipation

0

N

e

Lower category
temperature

70°C
Upper category
temperature

120178
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Une zone de fonctionnement plus grande peut figurer dans la spécifi-
cation particuliére pourvu qu'elle englobe la totalité de la zone
donnée ci-dessus. Dans cette éventualité, la spécification particu-
liére doit fixer la dissipation maximale admissible aux températures
autres que 70 °C. Tous les points de changement de pente sur la courbe
doivent étre vérifiés par un essai.

2.2.4 Tension limite nominale

Les valeurs préférentielles de la tension limite nominale en courant
continu ou alternatif efficace sont:
50 V, 75 V, 100 V, 150 V, 200 V et 250 V.

2.2.5 Résistance d'isolement (si applicable)

La résistance d'isolement ne doit pas étre ingfé
aprés les essais en chaleur seéche.

2.3 Sévérités préférentielles pour les essais

Les sévérités d'essai données dans 8 partiquliéres

sont de préférence choisies parmi
2.3.1 Séchage

Utiliser la méthode 5-1 de la

CEI.

2.3.2

pte tenu

ois la
e des deux

dans la

ure a
La spécifilcation

Ta plus” grande dimension de la résistance chipse.
13 T . - ’ 3 ” 3 Si

nécessaire (voir paragraphe 2.2.3).
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2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2

A larger area of operation may be given in the detail specification,
provided it includes all the area given above. In this event the
detail specification shall state the maximum allowable dissipation at
temperatures other than 70 °C. All break points on the curve shall be
verified by test.

Limiting element voltage

The preferred values of limiting element voltage are:
50 v, 75 v, 100 v, 150 Vv, 200 Vv, 250 V. d.c. or a.c. r.m.s.

Insulation resistance (if applicable)

The insulation resistance shall be not less than 1 G$L afber dry heat
tests.

Preferred test severities

Test severities given in detail specificatio rablyl be

selected from the following:
Drying

Procedure I of IEC Publication sed.
Overload (in the mounte£<:;;éeo

tails:

miting

ed in

5 than
hall
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Modéles associables

Les résistances chipses sont considérées comme constituant
associables si elles sont fabriquées avec des procédés et d
semblables, et ont les mémes dimensions nominales, mais des

115-8 © CEI

des modéles
es matériaux
valeurs de

résistance et de caractéristique résistance/température différentes.

Homologation

3.2.1

présente spécification. La procédure

d'échantillon fixe est donnée aux ragra .
Homologation par la procédure u(;;::;;:\up effectif d'échar

aragraphe
CEI.

essais lot
3.3 de 1la

a effectif
2 ci-aprés.

tillon fixe

Echantillonnage

éc illon d'effectif f
de la CEI paragraphe 3.4.

fises & 1'homologation. L'échantil
spécimens ayant la valeur de résis
Lors

ixe est
2b).

rs pour
couvrir la

us faible et
lon devrait
tance criti-
que 1'homo-
ture de
dsentatifs

ilere,

de différen-

et doit étre agréée par 1'Organisme National de Surveillanc

r laquelle
différen-

actéristiques doit etre proposée par le contrdleur du fabricant

(0.N.S.).

Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de
’ ’ - . ’ s
de température ou de caractéristique résistance/températ
’ - 14 ’ ’ ’
remplacer éventuellement 1l'unité défectueuse tolérée au

b) Un par valeur de résistance et un pour chaque valeur de
’ ’ r3 k3 ’ . ’
de temperature ou de caractéristique resistance/températ

coefficient
ure pour
Groupe "O".

coefficient
ure pour

remplacer éventuellement des spécimens défectueux par suite d'inci-

dents non imputables au fabricant.

Lorsque des groupes d'essais supplémentaires sont introduits dans le

programme d'homologation le nombre de spécimens requis pour le Groupe
"O" doit €tre augmenté du nombre de spécimens requis pour les groupes
complémentaires.
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3.2

3.2.1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Structurally Similar Components

Chip resistors are considered as being structurally similar if they

are produced with similar processes and materials, and have the same
nominal dimensions but different resistance values and temperature

characteristics.

Qualification Approval

The schedule to be used for Qualification Appravs j the
basis of lot-by-lot and periodic testing is\giveind e 3.3

dule is given in Sub-clauses 3.2.1 a 2.2 b
Qualification Approval on the basi g@ikhev ixe

sample size procedure

Sampling

50
The fixed sample size proeedure scribed in IEC Publicatign 115-1,
Sub-clause 3.4.2. b) Th 11 \he representative of the range

. This may or may not bg the
specification.

The sample| shal sd speeimens having the highest and lowest

resistanc approval is being sought. It should also
inclu

g the critical resistance value, if this
submitted. When approval is being squght
ature coefficient of resistance, the gample
representative of the different tempenature
similar manner the sample shall contain a gropor-
of the different resistance values having the closest
for\ which approval is being sought. The proportion qf speci-
g the different characteristics shall be proposed by the
actu er's Chlef Inspector and shall be to the satisfactiqn of the

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per resistance value and one per each temperature coefficient
or temperature characteristic value which may be used to replace
the permitted defectives in Group "O".

b) One per resistance value and one per each temperature coefficient
or temperature characteristic value which may be used to replace
specimens which are defective because of incidents not attributable
to the manufacturer.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "0" shall
be increased by the same number as that required for the additional
groups.
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3.2.2 Essais

La série compléte des essais indiqués au tableau III est requise pour
1'homologation des résistances couvertes par une spécification particu-
liére. Dans chaque groupe, les essais doivent étre effectués dans
1'ordre indiqué.

Toutes les piéces de 1l'échantillon doivent étre soumises aux essais du
Groupe "O" et ensuite réparties entre les autres groupes.

Les piéces reconnues défectueuses dans le Groupe "0" ne doivent pas étre
utilisées pour constituer les autres groupes.

essais
ux".

L'homologation est accordée lorsque le nombré

\ne dépasse
pas le nombre spécifié de défectueux admig p

€ Ou sSous-

Notp. -Le tableau III donne le programme des e L8 ant i
d'effectif fixe. I1 donne en détaj 1 : mbre
admissible de défectueux pour lef es

section quatre de la

section deux de la p b des
conditions d'essai et
ai,
a
es-

le
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3.2.2

Tests

The complete series of tests specified in Table III are required for
the approval of resistors covered by one detail specification.
The tests of each group shall be carried out in the given order.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group "O" and then
divided for the other groups.

Specimens found defective during the tests of Group "O" shall not be
used for the other groups.

"One defective® e whole

or a part of the tests of a group.

The approval is granted when the number of defeg exceed
the specified number of permissible defectives Ror\e sub-

Note. -In Table III the fixed sample siz S & is given.

It includes details of samplipg is3ible/defectiyes for
together with the
" TEC Publication
ion, a complete|summary

for the test methods, test
to be

for the

brmance
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Tableau III

11

5-8 © CEI

Programme des essais d'homologation, niveau d'assurance E

Notes 1. -Les numéros de paragraphes indiqués pour les essais et les exigences
renvoient & la spécification générique: Publication 115-1 de la CEI,
les numéros de paragraphes entre parenthéses renvoient & la Publication
115-1 de la CEI, Modification No. 3; cependant les exigences concernant
les variations de résistance doivent étre choisies dans les tableaux I
et II appropriés de la présente spécification.

2. -Dans

ce tableau:

n
(o]

]

t

D
ND

effectif de 1'échantillon
critére d'acceptation (nombre admissible d

groupe ou sous-groupe)

destructif
non destructif

Numéro de paragraphe D {Conditigns d'es ffeetif de Exigenpes
et essai ou |(voir 19 'écHantillon| (voir hote 1)
(voir nqte 1) ND et/critére
tacceptation
(voir note 2)
n c t
Groupe QA ﬁb\\ 165 | 1
4.4,1 EX N Selon MH.4.1
vi
________ \A\\ RS DUV B T U A
Groupe g %\ 165 | 1
4.4.2 Di Selon gpécification
(3 particpliére
4.5 Ré j> Selon #.5.2
Groupe 1A D 20 1

4,18 Résistance
a la chale
de soudage

ur

Résistance

Examen visuel

(non applicable
pour les résis-
tances chipses
non prévues
pour 1l'immer-
sion totale)

Selon (4.18.3.4)

AR € £(

.. 3R + L. )
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Table IIT

Test schedule for Qualification Approval, Assessment level E

Notes 1. =-Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the
Generic Specification, IEC Publication 115-1 and Sub~clause numbers
in brackets to IEC Publication 115-1, Amendment No. 3, except for
resistance change requirements, which shall be selected from Tables
I and ITI of this specification, as appropriate.

2. =-In this table:
n = sample size
¢ = group acceptance criterion (permitted number of defectiw
per group or sub-group)
t = total acceptance criterion (permitted numpe

for one or several groups combined e.g. Grou
Groups 3 to 3.5 inclusive)

applicable to
chip resistors

which

are not

suitable for

total
sion)

immer-

D = destructive
ND = non-destructive
Sub-clause number D |[Conditions of test Qx/ Performance
and Test or |(see Note 1 requirements
{see Note 1) ND ’ (see Note )
Group OA
4.4,.1 Visual As in 4.4,
examin|
Group OB 165 1
4.4.2 Dimens As specifi¢d in the
(gaugi| detail spe¢ification
4.5 Resist As in 4.5.2
Group 1A 20 1
4,18 Resistpnce Visual examination As in (4.18.3.4)
to soldering
heat (not Resistance AR<£(...%R + ...S)
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essail ou {{(voir note 1) 1'échantillon| (voir note 1)
(voir note 1) ND et critere
dtacceptation
(voir note 2)
n c t
4,29 Résistance du Solvant: ... Voir la spécification
composant aux Température du particuliére
solvants solvant: ...
(si applicable) Méthode 2
_
Reprise: ...
Groupe 1B D 20 1<2
4,17 Souflabilité Vieillissement, \\\\ el L17.4.5)
(noh applica- si applicable Q\
ble[ pour 1les </N\\\ \Q
résfistances \\\\\§§\ \\\\V
chipses non
préyues pour \\\\\P\\\i>>
1'immersion
totgle)
4.7 Tenpion de Méthode: \\J/) Selon 47.3
tenpie (Résis-
tanges isolées
unifuement) >1 G
(4.31) Mo

4,13 Su
(e

molj

ion appliquée

étre 2,5 fois 1la
sion nominale ou deux
fois la tension limite
nominale, la plus faible
des deux valeurs

dol
t

Durée: 2 s

4,30 Résistance du
marquage aux
solvants
(si applicable)

Solvant: ...
Température du
solvant: ...
Méthode 1

Matériau de frottement:
coton hydrophile

Reprise: ...

Examen visuel

Résistance

Marquage lisible

Pas de dommage
visible

AR (... %R + ... f0)
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Sub-clause number D {Conditions of test Sample size |Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- |(see Note 1)
bility (see
Note 2)
n c t
4.29 Component Solvent: ... See detail specifica-
solvent Solvent temperature: ... tion
resistance Method 2
(if applicable)
. Recovery:
_____________________ e | e f e e ] 1
Group 1B D 20 | 1 <i:§\
4_.17 Solderability Ageing, if applicable As)In\(4P17.4.5)
(not| applicable h\\\
to chip resis-
torg which are :§\>\\\\\
not [suitable
for [total
immersion) \\\\
4.7 Voltlage proof ;:> As in 4.7.3
(Insulated re-
sistors only)
>1G60

(4.31) Mounting

<

4,13 Overload
(iﬂ;the 2.5 times the
mounted/ s ated voltage or twice
3 t limiting element
voltage, whichever is
\_]the less severe
P Duration: 2 s
4.30 Solvent resis- Solvent{ e

tance of the
marking
(if applicable)

Solvent temperature: ...
Method 1

Rubbing material: cotton
wool

Recovery:

Visual examination

Resistance

Legible marking

No visible damage

AR<#(...3R + ... 1)
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Numéro de paragraphe D {Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon| (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 2)
n (¢ t
Groupe 2 D 20 1 1
(4.33) Robustesse des Résistance AR<+(...%R + ...5)
extrémités
métallisées#* ]
(4.33.6) |Mesures Examen visuel V\( as dommage
finales </\ Qv ib
N D
Groupe 3 D 1o<\ s
(4.31) Mgntage Matériau du substrat: <r\\\w
L. ER \\\\NQ\ K\\V)
Examen visuel N\\\\\\\\;> Pas de fdommage
<i> ;> visible
Résistarnx \/)\ ' ARL £(.]..%R + ...fL)
Groupe 341 D 20 1
(4.32) Adhérence <i: Pas de Hommage
visible
4.19 Vanpiations E\\V,
rapides de
tenpératufé > \\/\
<:;\\\N Pas de fdommage
visible
Résistance AR<+(.[..9R + ... Q)
4,23 Séquence
climatig
~-ChHaléeur seéche
-Essai cyclique
de chaleur hu-
mide essai Db,
premier cycle
-Froid

* Non applicable aux résistances chipses qui, selon leur spécification particuliére,
doivent étre montées uniquement sur des substrats en alumine.

*% Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes
individuellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau .
du substrat est utilisé dans chaque sous-groupe.
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